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Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEIl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et la
publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.

et 2.

Validitd de la présente publication

Le contefu technique des publications de la CEI est
constammient revu par la CEl afin qu'il refiéte I'état
actuel della technique.

Des rendeignements relatifs a la date de reconfir-
mation la publication sont disponibles dans le
Catalogu¢ de la CEI.

Les rensdignements relatifs a des questions a I'étude et
des travalix en cours entrepris par le comité technique
qui a étgbli cette publication, ainsi que la liste des
publicatiops établies, se trouvent dans les documents ci-
dessous:

ite web» de la CEI*

L] «

» Catalogue des publications de la CEI
Pyblié annuellement et mis a jour
répgulierement
(Gatalogue en ligne)*

» Bulletin de la CEI
ponible & la fois au «site web» de la CEl*
et|comme périodique imprimé

Terminrrlogie, symboles graphiques
et litténaux

En ce quf concerne la terminologie générale, le lecteur
se reporfera a la CEl 60050! Vocabulaire Electro-
technique International (VEI),

Pour les|symboles graphiques, les symboles littéraux
et les signes d'usagée<«énéral approuvés par la CEl, le
lecteur cpnsultera\la)CEl 60027: Symboles littéraux a
utiliser électrotechnique, la CEl 60417: Symboles
graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et
compilatiori\des feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symbole 7 3

*

Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Validity of this publication

The technical content of IEC (publications |is kept
under constant review by the AEC/ thus ensurfng that
the content reflects current téchnology.

Information relating to the date of the reconffrmation
of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the subjects under consideratjon and
work in progress undertaken by the technical
committee which has prepared this publication|as well
as the list'of publications issued, is to be found at the
following IEC sources:

« EC web site*

« Catalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

o |EC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are refdrred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vogabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are
referred to publications IEC 60027: Letter syfnbols to
be used in electrical technology, |\EC 60417: Graphical
symbols for use on equipment. Index, suryey and
compilation of the single sheets and |EC| 60617:

1symbofsfordiagrarns:

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

RESONATEURS A QUARTZ - SPECIFICATION
DANS LE SYSTEME CEI D’ASSURANCE DE LA QUALITE
DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES (IECQ)

Partie 2: Spécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire

Section 1: Spécification particuliére cadre

AVANT-PROPOS

internationales. Leur élaboration est confiée & des comités d'études, aux travaux desquels t
national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouverne
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, participent égalementiaux travaux. La CEl
étroitement avec I'Organisation Internationale de Normalisation (ISQ)) selon des conditions
accord entre les deux organisations.

comités d'études ol sont représentés tous les Comités natighauX s'intéressant a ces questions,
dans la plus grande mesure possible un accord international'sur les sujets examinés.

rapports techniques ou de guides et agréées comme telles par les Comités nationaux.

& appliquer de facon transparente, dans toute la’mesure possible, les Normes internationales
dans leurs normes nationales et régionales\Toute divergence entre la norme de la CEl et
nationale ou régionale correspondante doit.&tre indiquée en termes clairs dans cette derniére.

présente Norme internationale CEl 1178-2-1 a été établie par le comité d’études

e est fondée partiellement sur la CEIl 122-1.
présente section 1 constitue la spécification particuliere cadre: Agrément de say

ns le Systeme CEld'assurance de la qualité des composants électroniques (IECQ)
onateurs a quartz.

CEIl 1178-1 constitue la spécification générique.

CEIl 1178<2-constitue la spécification intermédiaire: Agrément de savoir-faire.
CEIl 1178-3 constitue la spécification intermédiaire: Homologation.

CEI 1178-3-1 constitue la spécification particuliére cadre: Homologation.

Ces décisions constituent des recommandations interdationales publiées sous forme de nq

Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEl s

La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux.de la CEl)| La CEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation) dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl, entre autres activités, publie dgs Normes

t Comité
entales et
collabore
ixées par

Les décisions ou accords officiels de la CEl en ce qui concerne des questions techniques, préparlés par les
e

xpriment
rmes, de

‘engagent
de la CEl
la norme

49 de la

£l Dispositifs piézoélectriques ét-diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

oir-faire,
pour les

Dis Rapport de vote

49(BC)226 49(BC)241

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti & I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de spécification dans le Systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).

L’annexe A est donnée uniquement 3 titre d’information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

QUARTZ CRYSTAL UNITS — A SPECIFICATION
IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM
FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 2: Sectional specification — Capability approval
Section 1: Blank detail specification

FOREWORD

If the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly
, an international consensus of opinion on the subjects dedlt'with.

3) They have the form of recommendations for international use putflished in the form of standards, technidal

reports|or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.

4) In ordef to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standafds transparently to the maximum extent possible’ in their national and regional standards. Ar]\a
{

diverggnce between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clea
indicatéd in the latter.

Internatipnal Standard IEC 1178-2-1 has been prepared by IEC technical committee 4B:

Piezoeleftric and dielectric devices forfrequency control and selection.

This section 1 forms the blank detail specification: Capability approval, in the IEC Quality

S

\
y

The text of this standard is based on the following documents:

DIs Report on Voting

49(C0O)226 49(C0O)241

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report

on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification

number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).

Annex A is for information only.
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INTRODUCTION

Spécification particuliére cadre

Cette spécification particuliére cadre est un document supplémentaire a la spécification
intermeédiaire et contient les exigences concernant le contenu minimal des spécifications

particuliéres.

La présentation indiquée ci-dessous est applicable aux spécifications particuliéres des
produits standard figurant au catalogue uniquement.

Quant aux résonateurs a quartz construits sur demande, pour lesquels une publication de
la spécification particuliére n'est pas prévue, une proposition de présentation de la page

de garde est donndée 3 'annexe A

Citte présentation n’est pas obligatoire. Il est cependant recommandé de la suivre|dans la

mesure du possible.

Identification de la spécification particuliére

Les chiffres indiqués entre crochets sur cette page et la page 12 correspondent aux

renseignements suivants qui doivent étre portés dans les cases prévues a cet effef.

[1] Nom de I'Organisme National de Normalisation sous I'autorité duquel la spédification
particuliére est publiée, et dans le cas échéant de I'organisme ou elle est disponible.

[2] Le numéro IECQ et le numéro assigné par la CEl} a'la spécification particuliérp.

[3] Numéro de référence et d’édition des spécitications générique ou intermédiaire; de
méme que la référence nationale si elle est. différente.

[4] Lorsqu’il est différent du numéro de la CEl, le numéro national de la spédification
particuliere, sa date de publication €t 'toute autre information exigée par le $ystéme
national avec les numéros des mqdifications.

Identification du résonateur a quartz

[5] Une description succincte du résonateur a quartz, ou gamme de résonatejrs (par
exemple: fréquence, ordre du partiel, coupe, mode).

[6] Information générale de construction (si applicable) (par exemple: soudé par résistance
ou a froid) conformément aux exigences de la CEl 122-3 et de ses amendements.
Pour [5] et [6] e texte donné dans la spécification particuliere doit pouvoir étfe inclus
dans les GEI"QC 001005 et CEI QC 001004. _

[7] Dessinid'encombrement comportant les dimensions principales qui ont une importance
au_niveau de l'interchangeabilité, selon la CEIl 122-3, ou une référence appartenant
& un document national ou international. Sinon, ce dessin peut figurer dans une
annexe a la spécification particuliére.

Spécification disponible: [1] [{ECQEdition . ............... [2]

Date .. ... ... ....... ... .....
Pagetde..................

COMPOSANTS ELECTRONIQUES SOUS (3] [4]

ASSURANCE DE QUALITE PAR AGREMENT

DE SAVOIR-FAIRE, EN CONFORMITE AVEC:

Dessin d'encombrement [7) | RESONATEURS A QUARTZ 15]

et dimensions

(projection du B -

troisieme diédre) ENVELOPPE 6]

Dimensions en mm
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INTRODUCTION

Blank detail specification

This blank detail specification is a supplementary document to the sectional specification
and contains requirements for the minimum content of detail specifications.

The page layout shown below is applicable to detail specifications for standard catalogue

items only.

For custom-built quartz crystal units where the detail specification is not intended for
publication, a suggested layout is given in annex A.

This is
possible

Identificqtion of the detail specification

The numbers between square brackets on this and on page 13 correspond 1o the followir

items of finformation which should be entered

1l

defail specification is available.
(2]
(3]

alsp national reference if different.

{41 1If

t mandatory, but it is recommended that the layout should be followed whenev

in the spaces provided.

The¢ name of the National Standards Organization under whosé-authority the detail
specification is published and, if applicable, the organization from which ti

IECQ number and the number allotted to the detail specification by the IEC.
Thg number and issue number of the generic or sectional specification as relevant;

ifferent from the |EC number, the national number of the detail specification, da

of Jssue and any further information requireéd by the national system, together wi

any amendment numbers.

Identification of the quartz crystal unit
[5]
example: frequency, order, cut; mode.)

(6]

EC QC 001005-and IEC QC 001004.

An

ge
int

[7]

¢

rief description of the quartz-crystal unit or range of quartz crystal units. (F

Information on typical construction (where applicable). (For example: resistand
ded, cold welded).as.demanded in IEC 122-3 and its amendments.

[5] and [6], the text given in the detail specification shall be suitable for an ent

outline drawing with the main dimensions which are of importance for intercha
bility, @s/demanded in IEC 122-3 and/or reference to the apgropriate national
rnational document for outlines. Alternatively, this drawing may be given in an an-

W

g

e

=3

th

L€

ry

n-
pr

nex fo’'the detail specification.
Specification available from: [1] |[IECQissue. . .. ... ... ........ [2]
Date . ... ... ..............
Pagetof . . ... ... .........
ELECTRONIC COMPONENTS OF (3] [4]
ASSESSED QUALITY BY CAPABILITY
APPROVAL IN ACCORDANCE WITH:
Qutline [7] | QUARTZ CRYSTAL UNITS [5]
and dimensions
(third angle

projection) —B .

Dimensions in mm

ENCLOSURE {6]
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RESONATEURS A QUARTZ - SPECIFICATION
DANS LE SYSTEME CEI D’ASSURANCE DE LA QUALITE
DES COMPOSANTS ELECTRONIQUES (IECQ)

Partie 2: Speécification intermédiaire — Agrément de savoir-faire

SECTION 1: SPECIFICATION PARTICULIERE CADRE

1 Performance

(Voir 2.3 de la CE! 1178-1. pour les valeurs préférentielles):
— gamme de températures de fonctionnement;
— branchement;

— niveau d’excitation;

— catégorie climatique;

— Sévérité des essais mécaniques.

Se| reporter & la CEl QC 001005 pour connaitre les fabricants dont les composants
conformes & cette spécification particuliére sont homologués!

2 | Caractéristiques

(Voir 2.2 de la CEl 1178-1):

— fréquence nominale ou gamme de fréquence;
— température de référence;

— tolérance(s) de fréquence;

— résistance de résonance maximale.

En|supplément, d’autres caractéristiques peuvent étre demandées, en particulier:
— capacité paralléle maximale;

- plage de décalage de fréquence ou paramétres dynamiques;

— réponses indésirables;

— taux de vieillissement;

- influence du-nhiveau d’excitation.

NOTE - Ce%.informations peuvent étre données sous forme de tableau, si nécessaire.

3 Documents de référence

CEt—122-3Quartz_pour fe contréfe et 1a sélection de 1a fréquence — Troisieme partie:
Encombrements normalisés et connexions des sorties
Amendement 4 (1993)

CEIl 410: 1973, Plans et régles d'échantillonnage pour les contréles par attributs

CEl 1178-1: 1993, Résonateurs a quartz — Spécification dans le Systéme CEIl d’assurance
de la qualité des composants électroniques (IECQ) — Partie 1: Spécification générique

CEl 1178-2: 1993, Résonateurs a quartz — Spécification dans le Systéme CEI d'assurance de

la qualité des composants électroniques (IECQ) — Partie 2: Spécification intermédiaire —
Agrément de savoir-faire

CEI QC 001004: 1992, Listes de spécifications

CEI QC 001005: 1992, Qualified Products List (Liste des produits homologués)
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QUARTZ CRYSTAL UNITS — A SPECIFICATION
IN THE IEC QUALITY ASSESSMENT SYSTEM
FOR ELECTRONIC COMPONENTS (IECQ)

Part 2: Sectional specification — Capability approval

SECTION 1: BLANK DETAIL SPECIFICATION

1 Ratings

(See 2.3 of IEC 1178-1, for preferred ratings):

- operating temperature range;
— circuit condition;

- drive level;

- clymatic category;

- chanical test severities.

Informatjon about manufacturers who have components qualified according to this dethil
specification is available in IEC QC 001005.

2 Cha3racteristics

(See 2.3 of IEC 1178-1):

- n¢minal frequency/range;
- rJ:‘erence temperature;
- frequency tolerance(s);
- aximum resonance resistance.

Amendment 4 (1993)
IEC 410: 1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes

IEC 1178-1: 1993, Quartz crystal units — A specification in the IEC Quality Assessment
System for Electronic Components (IECQ) - Part 1: Generic specification

IEC 1178-2: 1993, Quartz crystal units — A specification in the IEC Quality Assessment
System for Electronic Components (IECQ) -~ Part 2: Sectional specification — Capability
approval

IEC QC 001004: 1992, Specifications list

IEC QC 001005: 1992, Qualified products list
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4 Marquage

Le marquage d’'un résonateur a quartz et de I'emballage primaire doit étre en accord avec
le 2.4 de la CEIl 1178-1. Tous les détails doivent étre définis par la spécification particuliére.

5 Informations nécessaires 3 la commande

Les informations suivantes doivent étre spécifiées:
- quantité;

numéro |IECQ ou numéro, date, édition de la spécification particuliére du client, et
i applicable:

(23

- fréquence nominale exprimée en kHz ou MHz ainsi que 'ordre du pattiel;
- type d’enveloppe;

~ tolérance(s) de fréquence et gamme de températures de fonctionnement;
-~ branchement;

-~ description compléte de toute exigence supplémentaire.

6 | Rapports certifiés d’essai

L4 spécification particuliére doit indiquer si les rapportsicertifiés d’essais sont ex{gés/non
exigés conformément au 3.11 de la CEi 1178-1.

7 | Information supplémentaire (hors contréle)
L4 spécification particuliére peut inclure des informations supplémentaires (qui|ne sont

pas requises pour étre vérifiées dans la’procédure de contréle), telles que sch¢mas de
fopctionnement, courbes, dessins et potes d’explication de la spécification particuljére.

8 | Exigences de contréle

Lgs numéros de paragraphes et d’essais, et les exigences de contréle se référgent a la
CEl 1178-1.

Lgs niveaux de contréle (NC) et les niveaux de qualité acceptable (NQA) dopnés au
tapleau 1 sont tirés de la CEIl 410.

Dans ce tableau:

D = essai destructif;
ND” = essai non destructif;
NC = niveau de contrble;

NQA = niveau de qualité acceptable.

Le fabricant et son client doivent s’assurer que les aspects de la qualité des résonateurs a
livrer qui ne sont pas couverts par le programme de maintien de I'agrément de savoir-faire
sont inclus dans la spécification particuliére.

Cette spécification particuliére cadre n’inclut pas d’essais périodiques, puisque ceux-cCi
sont couverts par les essais des CQC et a pantir du programme de maintien de 'agrément
de savoir-faire, comme défini en 3.11 et en 3.12 de la CEI 1178-2.
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4 Marking

The marking of the quartz crystal unit and the primary package shall be in accordance with
the requirements of 2.4 of IEC 1178-1. Full details shall be given in the detail specification.

5 Ordering information

The following ordering information shall be specified:

q

uantity;

- |ECQ or customer detail specification numbei, issue number and date, and where
applicable:

n
e

tminal frequency, expressed in kHz or MHz, and overtone order;
closure type;

frequency tolerance(s) and operating temperature range;

circuit condition;

f

Il description of any additional requirement.

6 Certified test records

The detail specification shall state whether certified test records*are required/not requirgd
in accorgance with 3.11 of IEC 1178-1.

7 Additional information (not for inspection purpeses)

The detpil specification may include informatio®, (which is not normally required to
verified
for the dlarification of the detail specification:

8 Ins

pection requirements

Subclause numbers of tests and performance requirements refer to IEC 1178-1.

by the inspection procedure) such as circuit diagrams, curves, drawings and notes

The inspection levels (llL) and acceptable quality levels (AQL) given in table 1 are taken

from IEQ 410.
In this table:
D = destructive;
ND | =“non-destructive;
IL = inspection level;
AQL = acceptable quality level.

The manufacturer and the customer shall ensure that any quality aspects of the quartz
crystal unit to be supplied that are not covered by the maintenance of the capability
approval programme are included in the detail specification.

This blank detail specification does not include any periodic tests, as these are controlled
by the CQC testing under the maintenance of the capability approval as defined in 3.11
and 3.12 of IEC 1178-2.
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Tableau 1
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Numéro de paragraphe
et essai

ou
ND

Conditions

d’essais NC

NQA
%

Exigences
de performance

CONTROLE 100 %

4.5.1 Inspection visuelle

Essai A

4.7.1 Fréquence et résistance

de résonance

ND

45.1

4.7.1

451

Tolérance de fréquence
et résistance de résonance

maximale

DNTROLE DU GROUPE A

réaliser par échantillonnage,

par lot

bus-groupe A1

J7.9 Résistance d'isolement

ND

4.7.9

1,6

4.7.9

»

bus-groupe A2
J7.3 Essai A

Fréquence et résistance
de résonance en fonction
de la température

J7.3 EssaiB

Fréquence et résistance
de résonance en fonction
de la température

ND

473
Essai A

473
Essai.B

15

et/ou variation et r¢sistance

Tolérance de fréq}ence
de résonance maximale

4.7.3
Essai B

(@}

o

DNTROLE DU GROUPE B

réaliser par échantilionnage,

par lot

bus-groupe B1

B.1 Dimensions

Essai A

ND

46.1

4,0

4.6.1

H

bus-groupe B2
B.2 point 2)

Essajde fuite fine
(excepte pour les
enveloppes verre sous vide)

B.2 point 1)

ND

point 2)
de 4.8.2

4,0

2.3.11

Essai de grosse fuite
(excepté pour les
enveloppes verre sous vide)

4.8.2 point 3)

Essai de vide pour les
résonateurs a quartz
fermés sous vide
(pour les enveloppes
verre seulement)

point 1)
de 4.8.2

point 3)
de 4.8.2

point 1)
de 4.8.2

point 3)
de 4.8.2
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